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Ebenheit, Dicke und Parallelitat in einer Messung
Kombinierte 3D-Topografiemessung von oben und unten

Die Funktionalitat und Qualitat von industriell gefertigten Bauteilen sind eng verzahnt mit der
Fertigungskontrolle und den Bearbeitungsschritten. Bei der Qualitatskontrolle, ob produktionsnah
oder inline, wird haufig die Oberflachenmesstechnik zur Uberpriifung von Formparametern, Rauheit
und mehr eingesetzt. Manchmal ist dabei der kombinierte Blick auf Vorder- und Rickseite eines
Werkstlicks unerlasslich fur eine umfassende Bewertung. Dies kann bedeuten, die Probe mechanisch
drehen zu missen, eine Referenzflache fir eine indirekte Messung zu nutzen oder zwei redundante
Sensoren von jeder Seite anzubringen. All diese Ansatze sind mit Mehraufwand und
Messunsicherheit verbunden.

Kombinierte Oberflachenmessung von Ober- und Unterseite

Polytec bietet nun eine alternative Losung fir valide Messergebnisse durch eine kombinierte
Topografiemessung der Oberseite und Unterseite in einer einzigen, aber flachigen und direkten
Messung. Das neue Polytec Modul FTP Flatness-Thickness-Parallelism ist die schnelle und
umfassende Messlosung zur gleichzeitigen Bewertung von Ebenheit, Dicke und Parallelitat. Das FTP-
Messmodul fiir rick- und vorderseitige Oberflachencharakterisierung kann die Qualitatskontrolle in
der Feinmechanik, wie z.B. in der Uhrenindustrie, bei Dichtflaichen, Unterlegscheiben oder optischen
Bauteilen, revolutionieren.

Mechanisches Drehen der Probe

In einigen Fallen kénnen Vorder- und Riickseite eines Priflings durch Drehen der Probe gemessen
werden. Dies wird meist durch eine Rotationseinheit realisiert und erfordert ein komplexes
Ausrichtungsverfahren fiir die erforderliche Genauigkeit. Das FTP-Konzept von Polytec misst ohne
Drehen und vermeidet zusatzliches Ausrichten, was den Messvorgang schneller und einfacher
gestaltet.

Indirekte vs. direkte Messungen

Bei indirekten Messungen wird eine Referenzflache verwendet, um die Riickseite einer Probe zu
charakterisieren, da die urspriingliche Probenoberflache nicht zuganglich ist. Diese
Standardverfahren fiihren oft zu zeitaufwendigen, sequenziellen Messungen eines Werksticks.
AulRerdem basieren die Ergebnisse auf der Pramisse, die Referenzoberflache sei perfekt, was in der
Praxis erhebliche Abweichungen aufweisen kann.

Unterschiedliche Datendichte bei Linienprofil oder flachenhafter Topografie
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Herkémmliche Auswertungen auf der Grundlage von Einzelpunkten oder Linienprofilen kénnen nur
eine begrenzte Anzahl von Messpunkten der realen und komplexen Oberflache erfassen. Benétigt
man mehr Datenpunkte, fuhrt dies zu zeitaufwendigeren Messablaufen, worunter wiederum die
Prufeffizienz und Produktivitét leidet. Hier bietet die kombinierte FTP-Messung von Polytec eine
bertihrungslose Alternative, gewdahrleistet eine hohe Datendichte und misst flachenhaft von oben und
unten in einer einzigen Messung.
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Weitere Informationen finden Sie unter:
www.polytec.com/de/oberflaechenmesstechnik/ebenheit-dicke-parallelitaet
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